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マイクロフォーカスＸ線撮像装置は、物体内部を非破壊かつ高空間分解能で評価できることか

ら様々な分野で活用されている。我々はこれまでに各素子がエネルギー分解能を有する SOI ピク

セル検出器（SOPHIAS[1]）と振幅格子を用いることにより、１度の測定で取得したデータからエ

ネルギー毎の吸収像や位相微分像を抽出できることを示してきた[2]。この手法を用いると原子番

号や厚さが異なる被写体が同一視野にある場合でも、撮影後に適切なＸ線のエネルギーを選択し

て、良好なコントラストの画像を得ることができる。しかし、SOPHIAS のエネルギー分解能は

3.24.0 keV (FWHM) @712 keVであり、原子番号の近い２つの物質をその吸収端から識別するこ

とは困難であった。そこで本研究では、X 線ターゲットからの特性 X線を積極的に利用し、ピク

セル検出器のエネルギー分解能と併用することで、SOPHIAS単体では識別できない原子番号の近

い物質を識別する手法を検討した。 

実験には CuとMoを積層した複合 X 線ターゲットを用いた。CdZnTe検出器で測定したＸ線ス

ペクトルにはそれぞれの特性Ｘ線の明瞭なピークを

確認できるが、SOPHIASで測定するとエネルギー分

解能が低いためピークが広がっている（Fig. 1(a)）。

CuK線の近傍に吸収端を持つ Fe と Cu の粉末が混

在した試料の吸収像を３つのエネルギー帯毎に抽出

し、各粒の透過率を算出したところ、低エネルギー

(6-10 keV)の像で透過率が増加する粒を確認するこ

とができた（Fig. 2）。CuK線は Cuの吸収端の低エ

ネルギー側にあるので（Fig. 1）、これらは Cu の粒

であると識別することができる（Fig. 2(a)）。発表当

日は Y やMoの測定結果も示すとともに、複合ター

ゲットを用いた位相イメージングの適用についても

議論する。本研究は JSPS科研費 16H00948 の助成を

受けたものである。 
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Fig. 1 (a) X-ray spectra taken from multilayer 

target detected by CdZnTe detector and 

SOPHIAS. (b) Transmission of Fe and Cu films. 

 

 
Fig. 2 (a) Absorption image for 6-10 keV x-rays. 
(b) Transmission of Fe and Cu particles 

estimated from energy-resolved x-ray images. 
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